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Introducao

Materiais ceramicos tém sido utilizados em um
grande numero de aplicagdes tecnoldgicas,
especialmente em sensores [1]. Porém, a maioria
desses sensores possui como principal componente
regentes de alto custo. Por isso, vem se estudando
sensores feitos a base de reagentes mais baratos,
como o SiO,. Uma das maneiras de se tentar
melhorar suas propriedades é através da adicao de
um sistema de éxidos mais eficiente. As amostras A
(SiOQ'F9203'M003), B (SiOQ'F9203'M003 + 0,3%
molar de Nb,Os) e C (SiO2-Fe,03-MoO; + 0,5%
molar de Nb,Os) foram moidas em moinho de alta
energia por 3 horas a 370 RPM em meio alcodlico e
apés realizou-se sinterizacdo a 1300°C por 1 hora.
As amostras foram caracterizadas por difracao de
raios-X (XRD) e medidas elétricas com variagao de
temperatura (40 a 90°C).

Resultados e Discussao

Na difracdo de raios-x todas as trés amostras
apresentaram duas fases distintas de SiO, (M, A)[2]
e uma de Fe,O; (#)[2] de menor porcentagem. Nas
amostras B e C, além dessas trés fases, ocorreu
formacdo de FeNbO, (A)[2] em pequena
porcentagem. As fases foram confirmadas através
de refinamento pelo método Rietveld.
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Figura 1. XRD das amostras A,Be C

As medidas elétricas foram feitas com variagao de
temperatura (40°C-90°C) e frequéncia (100 Hz-1
MHz).
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Na figura 2 ao fixar a freqiiéncia de 1 KHz e tracar
um grafico com variagdo da temperatura, foi
possivel estudar a diferenca entre as amostras com
a adicao de Nb,Os.
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Figura 2. Grafico da Resisténcia versus
Temperatura das amostras A, B e C ao fixar a
frequéncia de 1 KHz.

Conclusoes

Foi observado pela difragao de raios-x e confirmado
pelo refinamento Rietveld que nas amostrasBe C o
Fe,O; reagiu com o Nb,Os formando FeNbO,
(Figura 1). Com o aumento da concentragdo de
Nb.Os, observa-se aumento na inclinagcdo das
curvas (Figura 2), ocasionando maior sensibilidade
a variagdo de temperatura, mostrando que o
sistema ceramico estudado pode ser utilizado como
sensor de temperatura.
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